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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage switchgear and
controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FUIS Report on voling

17A/907/FDIS 17A/919/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can b¢
on voting indicated in the above table.

d_in<¢he report

the stability date indicated on the IEC web site under "https/we 2 in“the data
related to the specific publication. At this date, the publicatio

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

(2006) makes extensive reference to

Change "Tables I.1a through 1.2d" to "Tables 15 through 22 of IEC 62271-100:2008" in the

whole document
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2 Normative references
Delete reference to IEC 61633.
Add the following new reference (and footnote) to the existing list:

IEC 62271-100:2008, High-voltage switchgear and controlgear — Part 100: Alternating-current

circuit-breakers !

4.2.4 Other synthetic test methods

In the second paragraph, replace “IEC 61633” by “Annex O of IEC §

Annex O of IEC 62271-100:2008 give
tank circuit breakers.

e testing of metal-enclosed and dead

Add the fo//owin@)

For the applic gst methods to one or more units of a circuit breaker, the
requirement ) \ EC 62271-100:2008 are applicable. In the case of metal-
enclosed itkpyéakers, Annex N gives details of some typical test circuits and

6.111 _Capacitive current switching tests

Add-the following text:

= el 1 ! TR T I : el L 4 : T o e : : A
FUT T AT=CTICTOSTU diTu UtdUu dliTh CITCUT=DICaRtl s, Lypitdl 1I€51 CITUUILS dlT YIVETT 1T ATITTIEA

and additional guidelines are given in Annex O of IEC 62271-100:2008.

1 Unless explicitly otherwise mentioned, all of the references to IEC 62271-100 make reference to IEC 62271-100:2001. A
second amendment to IEC 62271-101, which will update all cross-references to the new IEC 62271-100:2008, is under
consideration.
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Figure 5

Replace the existing Figure 5 by the following new Figure 5:

Y

62271-101 Amend. 1 © IEC:2010

—

Q-

CH

J nn =
L UYL

|

| I

| TMC circuit | Voltage circuit
|

'__T_J i <§

|
S{
£

IEC 961/10

IEC 963/10

theti ake circuit for out-of-phase (ac + dc method)

IEC 96

/10
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Figure 5¢ — Synthetic make circuit for out-of-phase (ac + ag’n

Key
a auxiliary circuit-breaker current through
’ circuit-breaker under test

U voltage of the current circuit

icg current of the current circuit

iy injected current

U, applied voltage

CH making device (triggered spark gap)

In the Second paragraph, replace “4.3 of IEC 61633” by “0.4.3 of IEC 62271-100:2008".

Annex |
Replace the existing text of Annex | by the following new text:
For the last current loop parameters, refer to Tables 15 through 22 of IEC 62271-100:2008.

Tables I.1a and I.1b cover the last loop di/d¢ reduction for 50 Hz and 60 Hz, respectively,
under three-phase conditions with the first pole-to-clear in phase A and the required
asymmetry in phase C.
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Tables |.2a and |.2b cover the corrected values for ky, = 1,3 and f. = 50 Hz; k,, = 1,3 and
/r =60 Hzand ky, = 1,5 and f, = 50 Hz, respectively.

Delete the existing Tables I.1a through I.2d, and renumber Tables 1.3 to .1 and Tables 1.4 to
l.2.

@%
S
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Add the following new Annex N:

Annex N
(informative)

Typical test circuits for metal-enclosed and dead tank circuit breakers

This annex outlines some typical synthetic test circuits for type testing relevant to short-circuit
making, breaking and switching performance of metal enclosed and dead tank circuit-
breakers. Other methods are not excluded provided that they supply the correct stresses to
the pole terminals, between the phases and between the terminals and enclosures of the
circuit-breaker.

— terminal fault tests on one or more units of metal-enclgsed \Q

— full pole terminal fault tests with voltage app inafs and the metal enclosure

Ug Ut Zn N T Uy
AN
N— ] . .
\> IEC 965/10

Figure N.1a — Typical injection circuit with voltage circuit
in parallel with the unit(s) under test
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IEC 966/10
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it‘breaker with interaction due to gas circulation)



https://iecnorm.com/api/?name=c7c667f96a6ed8c48ed0d0277caa5212

62271-101 Amend. 1 © IEC:2010 -9-

Voltage 4

U + Ucs

/ T~ .

Uc

/

X -7 4 1 Time
See details
A Q
Voltage Voltage
Ug )

Ut

* U,
A S ' cs

| Time

t = instant of injection
of the voltage ug

Current
IEC 967/10

Typical voltage waveshapes in a voltage
injection circuit, in accordance with

Figure N.1b, with the voltage circuit in
parallel with the unit(s) as auxiliary circuit-

breaker

Key

ug voltage appliedAo the insulated enclosure

ug voltage applied to the contact gap of the unit(s) under test (resulting voltage between the
terminal not earthed of the unit under test and the enclosure; a linear distribution of the voltage
between the units is assumed)

U voltage of the current circuit

Uy resulting voltage between one terminal and the enclosure

Uuc peak of the TRV

Figure N.2 — Half-pole testing of a circuit-breaker in test circuit given by Figure N.1 -
Example of the required TRVs to be applied between the terminals of the unit(s) under
test and between the live parts and the insulated enclosure
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ECN\968/10

Figure N.3a — Typical injection circuit with voltage cixcui
in parallel with the unit(s) under test

Ly Q
N
) \2:1 Un
-—
IEC 969/10

injection circuit with voltage circuit
ith the auxiliary circuit-breaker

Breaker used as auxiliary circuit-breaker

uit-breaker used as test circuit-breaker

u voltage of the current circuit

i current of the current circuit

0 injected current

7 etrrent-throtgh-St

Ly inductance of the voltage circuit

Zy equivalent surge impedance of the voltage circuit

C, capacitance of the voltage circuit which, together with L, , controls the major part of the TRV

Figure N.3 — Synthetic test circuit for unit testing (if unit testing is allowed as per
Subclause 6.102.4.2 of IEC 62271-100:2008)
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Voltage 1

L,c —

/[

\ Up = - ug

ut

4]

1 Tile

Ug

U = Ut

-
s

resulting tween one terminal and the enclosure

peakeof'the TRV

vqltage b

iz

IEC 970/10

Figure N.4 — Half-pole testing of a circuit-breaker in the test circuit of Figure N.3 —

test and between the live parts and the insulated enclosure
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Ut

ug

Detail

V48

IEC 971/10

N )\
A= Iy
er%o t ofthe test circu

IEC 972/10
it

auxiliary circuit-breakers
circuit-breaker under test
charging voltage of the voltage cir
voltage of the current circuit
current of the current circuit
injected current

test current

resulting voltage between the
energized terminal of the circuit-
breaker and the enclosure

resulting voltage between the eart
terminal of the circuit-breaker and

enclosure

Cuit

hed
the

Ua

IEC 973/10

test voltage

Figure N.5b — Qualitative current and voltage waveshapes

Figure N.5 — Capacitive current injection circuit
with enclosure of the circuit-breaker energized
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Ke
G Sa G IEC 973/10 y

auxiliary circuit-breakers

circuit-breaker under test

uy,  charging voltage of the voltage
circuit

u voltage of the current circuit

i current of the current circuit

uy iy injected current

WY ug i test current

resulting voltage between the

IEC 974/10

Figure N.6a — General layout of t

IEC 975/10

Figure N.6b — Qualitative current and voltage waveshapes

Figure N.6 — Capacitive synthetic circuit using two power-frequency sources and with
the enclosure of the circuit-breaker energized
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N o - :._rvm_| |__> - N\/g
iy
les ¥
§ ke erx/E n
) ug =——F—=———x(1-—xK)
<«—— See detail \/5 N
f\_) Ueos i St %Lpf Co —— | U
| | k_j y ) | o rated voltage of the circuitjbreaker
e ke multiplying factor for_the sihgle-phase
capacitive current switching tests
K e distribution+factor
EC 976/10 n nits’under testg (n = 1)
N totaknuiber of units of a pole (N = 2)

Detail R, L, Cy

H===--
S—

’ET\-F*“—D

e B PR (I

T7ITTI IS TT7T777777777. (\
)

7/10

Key

S, auxiliary circuit-breakers

S, circuit-breaker under test

ug d.c. voltage applied to the insulgted
enclosure

U voltage of the current circuit

Qg current of the current circuit

i injected current

test current

,° 7N resulting voltage between the energized
" R4 terminal of the unit(s) under tesf and the

enclosure

up W e

\/ ug resulting voltage between the earthed

0 terminal of the unit(s) under test and the

enclosure
Ug = U
u, test voltage
0

IEC 978/10

Figure N.7b — Qualitative current and voltage waveshapes

Figure N.7 — Capacitive synthetic current injection circuit — Example of unit testing on
half a pole of a circuit-breaker with two units per pole — Enclosure energized with d.c.
voltage source
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YN o _ Voltage

circuit A

up

K\J Ucs u \,S' x “' IEC 978/10

| oo O W Voltage
circuit B

Key
a unit(s) of the circuit-breaker used as auxiliary circuit
¢ unit(s) of the circuit-breaker used as test circuit;t

N voltage applied to one terminal of the circui

ug voltage applied to the other terminal of

u, test voltage

U voltage of the current

iy current through S,

L inductances of the curren

cdit for out-of-phase switching tests
a circuit-breaker

Figure N.8 — Sy

9,
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T () () N

Ln2 C
A

Y ics

IEC 980/10

Key

atr auxiliary circuit-breakers

a2
circuit-breaker under(test

.9 — Full pole test with voltage applied to both
terminals and the metal enclosure
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17A: Appareillage a haute tension, du
comité d'études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FUIS RapPport dae vole

17A/907/FDIS 17A/919/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information s
abouti a I'approbation de cet amendement.

le vote ayant

stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://web i v\dansNes“données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicatio

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

L’édition d’origing
100:2001. Depui

Changer « Tableaux |.1a a 1.2d » en « Tableaux 15 a 22 de la CEIl 62271-100:2008» dans

'ensemble du document
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2 Références normatives
Supprimer la référence a la CEIl 61633.
Ajouter la nouvelle référence (et note de bas de page) suivante a la liste existante :

CEI 62271-100:2008, Appareillage a haute tension — Partie 100 : Disjoncteurs a courant

alternatir !

4.2.4 Autres méthodes d'essais synthétiques

Dans le deuxieme paragraphe, remplacer «la CEIl 61633» par "I'A
100:2008".

L'’Annexe O de la CEI 62271-100:20
disjoncteurs sous enveloppe métallique

Ajouter le paragraphe

dessais synthétiques a une ou plusieurs unités d'un
6.102.4.2 de la CEIl 62271-100:2008 sont applicables. Dans le

6.111-\Essais d’établissement et de coupure de courants capacitifs

Ajouter le texte suivant:

Pour les disjoncteurs sous enveloppe métallique ou a cuve mise a la terre, des circuits d'essai
types sont donnés a 'Annexe N et des lignes directrices supplémentaires sont données a
I’Annexe O de la CEI 62271-100:2008.

1 Sauf si c'est explicitement indiqué autrement, toutes les références a la CEIl 62271-100 font référence a la
CEI 62271-100:2001. Un second amendement de la CEI 62271-101 est a I'étude ; il fera une mise a jour de toutes les
références croisées a la nouvelle CEl 62271-100:2008.
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Figure 5

Remplacer la Figure 5 existante par la nouvelle Figure 5 suivante:

i 1 N
R n ==
o I\ e
F ] ' /
—

AN AN
Circuit ITMC : Ct‘e’f“;'liﬁe { \J' \ (
| )
pa— _‘ —_——

IEC 961/10 IEC 96

Figure 5a — Circuit d’essai synthétique de fermet

Iy TR S, r\

v IEC 963/10

’essai synthétique de fermeture
nce de phase (méthode c.a. + c.c.)
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I4 TR S, L
N o > M
—_—
I it
Ry
U thea S: Y CH %/,p« _— | th
| A \J
L.
L4
Y'Y o

Figure 5¢c — Circuit d’essai synthétique de fermeture pour la
de phase (méthode c.a.+c.a.)

Key
a disjoncteur auxiliaire
¢ disjoncteur en essai
U tension du circuit de courant
i courant du circuit de courant
i, courant injecté
U, tension appliquée
CH enclencheur (éclateur déclenché

Figure 5 —

G.1 Introduction

G.1.2 (Tension de rétablissement

Dans' le deuxieme alinéa, remplacer «4.3 de la CEIl 61633» par «0.4.3 de la CEl 62271-
100:2008».

Annexe |
Remplacer le texte existant de ’Annexe | par le nouveau texte suivant:

Pour les parameétres de la derniére alternance de courant, se référer aux Tableaux 15 a 22 de
la CEl 62271-100:2008.
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Les Tableaux |.1a et |.1b traitent de la réduction de di/d¢ de la derniére alternance pour 50 Hz
et 60 Hz, respectivement, dans des conditions triphasées avec le premier pdle a interrompre
en phase A et I'asymétrie requise en phase C.

Les Tableaux I.2a et I.2b traitent des valeurs corrigées pour kpp =1,3 et f, =50 Hz; kpp =1,3
et f, =60 Hz et ky, = 1,5 et f, = 50 Hz, respectivement.

Supprimer les Tableaux |.1a a 1.2d existants et renuméroter les Tableaux 1.3 en 1.1 et les

T okl L4 L2
ITAVICAUA 1.7 CIT 1. 4.

@%
S
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Ajouter la nouvelle Annexe N suivante:

Annexe N
(informative)

Circuits d'essai types pour les disjoncteurs
sous enveloppe métallique et a cuve mise a la terre

La présente annexe décrit quelques circuits d’essais synthétiques typiques, pour disjoncteurs
sous enveloppe métallique et a cuve mise a la terre, applicables aux_essais de \type
d'établissement et de coupure de courants de court-circuit et de coupure de caUrants de
charge. D’autres méthodes ne sont pas a écarter, a condition
contraintes correctes aux bornes des pbles, entre les phases
I'enveloppe du disjoncteur.

— essais de défauts aux bornes du péle plet unetension appliquée aux bornes et a
I’enveloppe métallique (Figure N.9)

Ug Ut Zh :: T Uh

IEC 965/10

Figure N.1a — Exemple type de circuit a injection avec circuit de tension
en paralléle avec I'unité (les unités) soumise(s) a I'essai
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L4

% — e —— | Un
_>

Ln

Légende

~

N
=3

a
=3

Figure N.1 —

P>

Sa \’
o
T Ot
Ue Ut
ics it

Figure N.1b — Exemple type de circuit a injection avec circui
avec l'unité (les unités) utilisée(s) comme disjoncte

source d'alimentation de ug, appliqy&e a I'enyg
tension du circuit de courant

courant du circuit de courant

courant injecté

courant a travers S

impéda !
capacit i
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Tension 4

Ue + Ucs .
/ \ ug
Uc / \
/ Up = UE - Ugs

Ut

t 0 P
o ‘,' p 4 >
Y 1 123 Time

Voir les vues

détaillées

A Q
Tension Tensi
Ug )

Ut

s ' Ucs

>

| Time

t = Instant de I'injection de la
tension ug

Courant
IEC 967/10

Exemples types d’ondes de tension dans un

Hxemples types d’onde§ de\te

un circuit d’injectio circuit d’injection de courant, conformément a
conformément a |a la Figure N.1b, avec le circuit de tension en
cjrcuit de tension e paralléle avec I'unité (les unités) comme le
(les unités) disjoncteur auxiliaire

LUégende

up gnsion appliquée a I'enveloppe isolée

up tension“appliquée a l'intervalle de contact de I'unité (des unités) soumise(s) a I'essai (tension
résultante entre la borne non mise a la terre de I'unité soumise a l'essai et I'enveloppe; on supposé

une répartition linéaire de la tension entre les unités).

s tension du circuit de courant

tension résultante entre une borne et I'enveloppe

créte de la TTR

uc
Figure N.2 — Essais d’un demi-pdle d’un disjoncteur dans le circuit d’essai donné a la
Figure N.1 — Exemple des TTR requises devant étre appliquées entre les bornes de
I'unité (des unités) soumise(s) a I'essai et entre les éléments sous tension et
I'enveloppe isolée
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Légende

Sa

S

G tation de ug, appliquée a I'enveloppe
Uy tension résultante entre une borne et I'’enveloppe
U tension du circuit de courant

icg courant du circuit de courant

iy courant injecté

i courant a travers S,

Ly inductance du circuit de tension

Zy impédance d'onde équivalente du circuit de tension
C, capacité du circuit de tension qui régle la plus grande partie de la TTR avec L,

Figure N.3 — Circuit d’essai synthétique pour essais par éléments séparés (si ’essai par
éléments séparés est autorisé par le Paragraphe 6.102.4.2 de la CEl 62271-100:2008)



https://iecnorm.com/api/?name=c7c667f96a6ed8c48ed0d0277caa5212



